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Predmluva
Tento dokument (EN 1SO 25178-604:2013) vypracovala technicka komise ISO/TC 213 Rozmérové

a geometrické specifikace produktu a jejich ovérovani, ve spolupraci s technickou komisi CEN/TC 290
Rozmérové a geometrické specifikace produktu a jejich ovérovani, jejiz sekretariat zajisStuje AFNOR.
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vydanim identického textu, nebo schvalenim k pfimému pouzivani, a narodni normy, které jsou s ni
Vv rozporu, je nutno zrusit nejpozdéji do Unora 2014.

Upozornuje se na moznost, ze nékteré prvky tohoto dokumentu mohou byt pfedmétem patentovych

prav. CEN [a/nebo CENELEC] nelze Cinit odpovédnym za identifikaci jakéhokoliv nebo vsech

patentovych prav.

Podle vnitfnich predpisd CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést narodni
normalizaCni organizace nasledujicich zemi: Belgie, Bulharska, Byvalé jugoslavské republiky
Makedonie, Ceské republiky, Dénska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itélie,
Kypru, Litvy, LotySska, Lucemburska, Madarska, Malty, Némecka, Nizozemska, Norska, Polska,
Portugalska, Rakouska, Rumunska, Recka, Slovenska, Slovinska, Spojeného kralovstvi, Spanélska,

Svédska, Svycarska a Turecka.

Oznémeni o schvéleni

Text ISO 25178-604:2013 byl schvalen CEN jako EN ISO 25178-604:2013 bez jakychkoliv modifikaci.
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Tato ¢ast ISO 25178 patfi do souboru norem
geometrickych pozadavk( na vyrobky (GPS) a je ji mozné
povazovat za vSeobecnou normu GPS (viz ISO/TR 14638).
Svym obsahem ovliviiuje ¢lanek 5 retézu norem profilu
drsnosti, profilu vinitosti, zakladniho profilu a textury
povrchu plochy ve vseobecné matici GPS.

ISO/GPS Masterplan uvedeny v ISO/TR 14638 podava
prehled systému ISO/GPS jehoz ¢asti je tento dokument.
Zakladni pravidla ISO/GPS uvedena v I1SO 8015 pouzita

v tomto dokumentu a vychozi rozhodujici pravidla uvedend
v ISO 14253-1 pouzita ke specifikacim provedenym

v souladu s timto dokumentem, neni-li jinak indikovano.

vvvvv

25178 k jinym normam a k modelu matice GPS, viz pfilohu
E.

Tato ¢ast ISO 25178 popisuje metrologické charakteristiky
koheren¢nich skenovacich interferometrickych
mikroskop(, navrzenych pro méreni povrchovych

vvvvv

o0 koherenni skenovaci technice viz pfilohu A a pfilohu B.

POZNAMKA Casti tohoto dokumentu, zejména informaénf
texty, mohou popisovat patentované systémy a metody.
Tyto informaci jsou poskytnuty pouze na pomoc
uZivateldim pochopit zdsady koherenéni skenovaci
interferometrie. Tento dokument neni urcen ke stanoveni
priority pro dusevni vlastnictvi ani nenf licenci na
technologie, které mohou byt v tomto dokumentu
popsany.

1 Predmét normy

Tato ¢ast ISO 25178 specifikuje metrologické
charakteristiky koherenéni skenovaci interferometrie (CSl)
systému pro 3D mapovani vysky povrchu.

This part of ISO 25178 is a geometrical product
specification (GPS) standard and is to be regarded as
a general GPS standard (see ISO/TR 14638). It
influences chain link 5 of the chains of standards on
roughness profile, waviness profile, primary profile and
areal surface texture.

The ISO/GPS Masterplan given in ISO/TR 14638 gives an
overview of the ISO/GPS system of which this document is
a part. The fundamental rules of ISO/GPS given in ISO 8015
apply to this document and the default decision rules
given in ISO 14253-1 apply to specifications made in
accordance with this document, unless otherwise
indicated.

For more detailed information on the relation of this part of
ISO 25178 to other standards and to the GPS matrix
model, see Annex E.

This part of ISO 25178 describes the metrological
characteristics of coherence scanning interferometric
microscopes, designed for the measurement of surface
topography maps. For more detailed information on the
coherence scanning technique, see Annex A and Annex B.

NOTE Portions of this document, particularly the
informative texts, may describe patented systems and
methods. This information is provided only to assist users
in understanding the operating principles of coherence
scanning interferometry. This document is not intended to
establish priority for any intellectual property, nor does it
imply a license to any

proprietary technologies that may be described herein.

1 Scope

This part of ISO 25178 specifies the metrological
characteristics of coherence scanning interferometry (CSl)
systems for 3D mapping of surface height.

Konec nahledu - text dale pokracéuje v placené verzi CSN.



